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PRZEDMOWA

Niniejsza norma uwzglednia postanowienia normy mi¢dzynarodowej RWPG CT C3B 1622-79 Elementy pé{przewodnikoWe i ukfady
scalone. Ogélne wymagania dla pomiaru parametrow elektrycznych w czgsci dotyczgcej ukladéw scalonych cyfrowych. W tym zakresie
BN-83/3375-24/00 jest rownowazna normie mi¢dzynarodowej RWPG CT C3B 1622-79. Norma BN-83/3375-24/00 zredagowana jest w formie
arkuszowej. Poszczegblne arkusze normy majg $cisle okrelony (w tytule) zakres tematyczny i stanowia tacznie norme¢ grupows ustalajaca
kompleksowo metody pomiaru parametréw ukladéw scalonych cyfrowych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg meto-
dy pomiaru parametrow elektrycznych uktadéw scalo-
nych cyfrowych. ‘

1.2. Okreslenia

1.2.1. warunki najgorszego przypadku — zespot war-
tosci zastosowanych parametr6w warunkow pracy ukta-
du cyfrowego (wybranych z zakresu znamionowych),
ktoére razem tworza najmniej korzystne warunki pracy
dla mierzonego parametru ukladu cyfrowego.

1.2.2. elementy pomocnicze — zewn¢trzne elementy
RLC podtaczone do wyprowadzen cyfrowego uktadu
scalonego, umozliwiajgce wiasciwa prace badanego
ukfadu.

1.2.3. btad podstawowy pomiaru — blad metody po-
miarowej bez uwzglgdnienia bledéw wyniklych z wa-
runkOw pomiaru, np. dopuszczalnych zmian temperatu-
ry otoczenia lub zmian punktu pracy.

1.2.4. Pozostate okreslenia — wg PN-78/T-01600/03.

2. POSTANOWIENIA OGOLNE

2.1. Wartosci dopuszczalne. Podczas pomiaréow nie
powinna by¢ przekroczona zadna z dopuszczalnych
wartosci parametrow granicznych badanego uktadu sca-
lonego. Wymaganie to dotyczy rOwniez stanOw nieusta-
lonych powstatych przy wilaczaniu i wylaczaniu uktadu
scalonego z ukladu pomiarowego, a takze przy wlacza-
niu Zrodel zasilajacych.

2.2. Warunki temperaturowe. Temperatura otoczenia
podczas pomiaru powinna by¢ zgodna z temperaturg

okreslong w normie przedmiotowej na dany typ ukladu
scalonego 1 utrzymywana z dokladnoscia 12 deg, jezeli
norma przedmiotowa nie przewiduje inaczej.

Pomiary powinny by¢ wykonywane w warunkach
chtodzenia naturalnego ukfadu scalonego przez promie-
niowanie obudowy i konwekcje, jezeli norma przedmio-
towa nie stanowi inaczej.

2.3. Zabezpieczenia przed wplywami zewngtrznymi.
Mierzony uklad scalony nalezy zabezpieczyé przed
wplywami zewng¢trznymi po6l  elektromagnetycznych,
promieniowania jonizujacego itp., tak aby nie wply-
waty one na wynik pomiaru.

2.4. Stabilno$¢ warunkéow pomiarowych. Pomiary po-
winny by¢ wykonywane w warunkach ustalonych wska-
zan mierzonego parametru. W przypadku, w ktdérym
warunki pomiaru s3 przyczyng zmian mierzonego para-
metru w czasie, nalezy okresli¢ i stosowaé zespot wa-
runkéw kompensujacych ten wplyw.

2.5. Elementy i uktady dodatkowe. Dopuszcza si¢ sto-
sowanie w uktadzie pomiarowym elementéw lub ukta-
dow dodatkowych, np. w celu ochrony badanego ukla-
du scalonego, wzglednie sygnalizacji pod warunkiem
zachowania wymagane] dokladnosci pomiaru.

2.6. Zabezpieczenia przed szkodliwymi oscylacjami.
Nalezy =zapobiec szkodliwym oscylacjom majacym
wplyw na wynik pomiaru.

2.7. Reaktancje rozproszone. Przy pomiarze paramet-
rOw dynamicznych nalezy zmniejszy¢ do minimum
wplyw reaktancji rozproszonych, reaktancji doprowa-
dzen oraz niepozadanych sprzgzen elektromagnetycznych
przez odpowiedni montaz i ekranowanie.
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2.8. Wyprowadzenia niewykorzystane badanego ukla-
du scalonego, dla ktérych nie sg podane zadne warunki
elektryczne powinny pozosta¢ nie podigczone.

2.9. Obcigzenie badanego ukladu scalonego powinno
si¢ sktadac z identycznych ukltadéw scalonych jak uktad
mierzony lub z elementOw dyskretnych jak rezystory,
_kondensatory, diody lub tranzystory (obcigzenie sztucz-
ne) 1 mie¢ parametry zgodne z okre§lonymi w normie
przedmiotowej lub w normie na metod¢ pomiaru.

Wypadkowa pojemnos¢ obcigzenia powinna byc¢
zgodna z okreslona w normie przedmiotowej 1 uwzgled-
nia¢ pojemnosci: linii transmisyjnej, przyrzagdu pomia-
rowego, gniazda pomiarowego oraz pojemnosci monta-
zowe. Uklad obcigzenia powinien reprezentowal wa-
runki najgorszego przypadku dla wszelkiego rodzaju
efektow pasozytniczych.

2.10. Regulacje przed pomiarem. Dla uktadow cyfro-
wych majacych pamig¢ wewngtrzng lub histerez¢ nalezy
wykonywaé wstepne regulacje w celu uzyskania pozg-
danego stanu logicznego badanego ukladu, jesli wynik
pomiaru jest zalezny od tego stanu.

2.11. Dopuszczalne bledy pomiaréw. Podstawowy
blad pomiaru nie powinien przekracza¢ wartoSci:

.a) +5% — przy pomiarze parametréw statycznych,

b) przy pomiarze parametréw dynamicznych:

+10% dla uktadéw cyfrowych o $rednim czasie pro-
pagacji powyzej 5 ns,

*+15% dla ukladéw cyfrowych o $rednim czasie pro-
pagacji 1 ns <+ 5 ns,

+20% dla uktadéw cyfrowych o $rednim czasic pro-
pagacji ponizej | ns.

2.12. Warunki pomiaru. W normach przedmiotowych

nalezy podac:

a) wartos¢ temperatury otoczenia lub odniesienia,

b) warto$¢ napie¢ lub pradéw zasilajacych,

¢) warunki dla kazdego wejScia, a w szczegbdlnosci
przy pomiarach dynamicznych: parametry generatora
impulsOw jak amplituda, czgstotliwo$¢ powtarzania,
czasy: trwania, narastania i opadania impulséw, impe-
dancj¢ wyjsciowa, a takze ukiad 1 parametry uktadu
sterujgcego jesli jest stosowany, _

d) warunki dla wyjs¢, tj. parametry obcigzenia jak
maksymalna obcigzalno$§¢ wyjscia, przy obcigzeniu
sztucznym 1mpedancj¢ obcigzenia, a przy bardzie]
skomplikowanym uktadzie obcigzenia jego schemat,

¢) parametry elementdw pomocniczych,

f) punkty odniesienia pomiaru napigc,

g) wstepne regulacje przed pomiarem, jesli sa nie-
zbe¢dne,

h) parametry przyrzadow pomiarowych limitujgce
wynik pomiaru, jak impedancje wejsciowe, charaktery-
styki czgstotliwosciowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYRZADOW

I URZADZEN POMIAROWYCH

3.1. Zgodnos¢ z normami na metody pomiarowe. Przy-
rzady oraz zestawy pomiarowe przeznaczone do pomia-
row rozjemczych powinny umozliwiaé¢ pomiar okre$lone-
go parametru zgodnie z odpowiednig normg na metodg
pomiaru.

W aparaturze przeznaczonej do innych pomiaréw
(np. laboratoryjnych, masowych) dopuszcza si¢ stoso-
wanie innych metod pomiarowych pod warunkiem, ze
zostanie utrzymana wymagana dokladno$¢ pomiaru,
albo odpowiednio uwzgl¢dnione zwigkszenie btedu po-
miaru.

3.2. Wymagania dotyczgce zasilania. Zrodla zasilaja-
ce badany uktad scalony powinny miec¢ takie paramet-
ry, aby:

a) niestalo$¢ parametrow zasilania przy wymianie
badanych uktadéw scalonych nie powodowata ich
uszkodzen,

b) w urzadzeniach do badania trwato$ci wymagane
parametry zasilania zapewnione byly przy zmianie licz-
by badanych uktadéw scalonych,

c) wspoOlczynnik tg¢tnien napigcia lub pradu statego
nie przekracza 1%, chyba, ze w poszczegélnych arku-
szach normy lub normach przedmiotowych postano-
wiono inaczej.

Catkowity blad poszczegolnej wielkos$ci punktu pracy
nie moze przekroczy¢ 5%.

3.3. Wymagania dla Zrédet sygnaléw sterujacych.
Zrodto (generator) impulsow sterujacych powinno do-
starcza¢ impulséw prostokatnych o parametrach:

a) znieksztalcenia 1 zafalowania wierzchotka impulsu
nie wigksze niz 5%,

b) zbocza liniowe pomi¢dzy poziomami 0,1 =+ 09
wartosci szczytowe;j,

c) czas narastania i opadania najwyzej 0,2 wartoSci
najkrétszego z mierzonych czasow, chyba ze w arkuszu
lub normie przedmiotowej podano inaczej.

Zrodto impulséw sterujacych powinno byé polaczone
z badanym ukltadem scalonym za pomocg linii transmi-
syjnej o impedancji charakterystycznej rOwnej impe-
dancji wyjsciowej zrodia.

Parametry sygnatu sterujacego nalezy mierzy¢ na wej-
Sciu badanego uktadu scalonego.

Dopuszcza si¢ wprowadzenia migdzy Zrédlo impul-
sOw sterujacych i uktad badany ukfadu posredniego
zwanego ukladem sterujacym, ktdrego parametry po-
winny by¢ podane w normie przedmiotowe].

3.4. Impedancje wewnetrzne przyrzadéw pomiarowych.
Przyrzad do pomiar0w napigcia powinien mieé¢ impe-
dancj¢ wewng¢trzng dostatecznie duza, tzn. taka, ze dalsze
jej zwigkszenie ma pomijalny wpltyw na wynik pomiaru.

Przyrzad do pomiaru prgdu powinien mie¢ impe-
dancj¢ wewnegtrzng dostatecznie mata, tzn. taka, ze dal-
sze jej zmniejszanie ma pomijalny wptyw na wynik
pomiaru. _

Impedancja wejsScia przyrzadu pomiarowego (np.
oscyloskopu) nie powinna by¢ przyczyna znieksztatcen
impulséw pomiarowych. a jesli tak jest nalezy zasto-
sowa¢ odpowiedniag kompensacjg.

3.5. Wymagania dotyczace gniazd pomiarowych.
Gniazda przeznaczone do podlgczania mierzonego
uktadu scalonego powinny by¢ tak wykonane, aby
jego podigczanie nie wymagalo wyginania wyprowa-.
dzen.
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3.6. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa obstugi.
Przyrzad lub zestaw pomiarowy powinien by¢ tak wy-
konany, aby nie narazal wykonujacego pomiar na po-
razenie pradem elektrycznym.

3.7. Wymagania uzupelniajace dotyczace przyrzadoéw
i urzadzen przeznaczonych do pomiaréw produkcyjnych
(masowych). Przyrzady przeznaczone do pomiardéw pa-
rametrow elektrycznych cyfrowych ukladoéw scalonych
powinny spetnia¢ wymagania wg PN-71/T-06500/01 -+
PN-77/T-06500/10.

Zrédta napi¢cia zasilajacego mierzony uklad scalony
powinny by¢ tak wykonane, aby niestalo§¢ poszczegodl-
nych parametrOw zasilania nie przekraczata warto$ci:

3% przy wymianie badanych elementow,

1% przy zmianie napigcia sieci i temperatury otocze-
nia.

Niestato§¢ pomiarowych Zrdédel napigcia oraz pradu
impulsowego lub przemiennego wywolana zmianami
napigcia sieci i temperatury otoczenia nie powinna prze-
kracza¢ wartosci 2% i powinna by¢ zapewniona za po-
mocg stabilizacji lub mozliwosci korekcji.

Mierniki wskazOwkowe oraz skalowane elementy re-
gulacyjne powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

a) klasa miernik6w przeznaczonych do odczytu war-
tosci mierzonego parametru powinna by¢ nie gorsza
niz 1,5,

b) regulacja zakresOw pomiarowych miernikéw po-
winna byé sprze¢zona z regulacja zakreséw wielkoSci
mierzonej przez ten miernik,

c) jednej dzialce podziatki skali miernika wskazow-
kowego lub podziatki elementu regulacyjnego powinna
odpowiada¢ warto$¢ wielko$ci mierzonej dobrana
Z ciagu

a - 10" (1)

w ktorym: *
@ — jedna z liczb: XI, 2 1 %5;
n — dowolna liczba catkowita (0,%1, 2, +3 itd.);
d) zastosowany mnoznik zakreséw pomiarowych, m,
powinien spefniaé- warunek

4

m = 10" (2)

w ktoérym: n = *1, +2, £3 itd;

e) stosunek sgsiednich zakreséw pomiarowych (wigk-
szego do mniejszego) nie powinien by¢ wigkszy niz 3:1.

Gniazda przeznaczone do podlaczania badanych
uktadow scalonych powinny zapewniaé niezawodnos¢
pofaczen elektri/cznych bez mechanicznego uszkodzenia
wyprowadzen ukladoéw scalonych, a takze spetnia¢ wy-
magania uzupetniajace podane w arkuszach na metody
pomiaru okre$lonych parametrow.

Przyrzady 1 urzadzenia pomiarowe powinny miec:
dodatkowe =zaciski i gniazda pomiarowe ulatwiajgce
sprawdzenie podstawowych parametrow elektrycznych.

Czas nagrzewania si¢ przyrzadu lub urzadzenia po-
miarowego nie moze przekracza¢ 30 min, a minimalny
czas nieprzerwanej pracy nie moze by¢ krotszy niz 16 h.

Okres poprawnej pracy pomi¢dzy kolejnymi cecho-

- waniami (kalibracjg) nie moze by¢ krétszy niz 1 h.

Przyrzady i urzadzenia pomiarowe powinny spetniac
warunki 1 klasy ochronnosci, tj. migdzy innymi by¢ wy-
posazone w styk ochronny umozliwiajacy ich zerowanie,
jesli sg zasilane ze Zrodta o napigciu wyzszym niz 42 V.

Wszystkie elementy dostepne w czasie obstugi, a znaj-
dujace si¢ pod napigciem, ktérego warto$¢ przekracza
42 V powinny byC zabezpieczone przed dotknigciem.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-
trum Potprzewodnikow, Warszawa ul. Komarowa 5.

2. Zgodno$§¢ normy z normami miedzynarodowymi

RWPG CT C3B 1622-79 [Ipubopsl nonynpoBOJHUKOBLIE H MHKPO-
cxeMbl HHTerpanbHbie. O6LHe TpeGOBAHHA K W3IMEPEHHAM IJIEK-
TPHYECKHX NapaMeTpoB — norma roéwnowazna. |

3. Normy zwigzane

PN-78/T-01600/03 Mikroukiady scalone. Cyfrowe ukiady scalone.
Nazwy i okreSlenia

PN-71/T-06500/01 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Program,

" warunki i ocena badan

PN-77/T-06500/02 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Warunki
pracy ;

PN-71/T-06500/03 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Ogblne wy-
magania konstrukcyjne i badania

PN-71/T-06500/04 Elektroniczne przyrzady pomiarowe.
okreslania i badania parametréw oraz uchybow

Zasady

PN-76/T-06500/05 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Wymagania
i badania bezpieczenistwa obshugi

PN-75/T-06500/06 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Wymagania
i badania klimatyczne

PN-75/T-06500/07 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Wymagania
i badania mechaniczne

PN-76/T-06500/08 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport

PN-73/T-06500/09 Elektroniczne
1 oznaczenia

przyrzady pomiarowe. Napisy

'PN-77/T-06500/10 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Dokumen-

tacja towarzyszgca

4. Autor mormy — inz. Adam Wojtarowicz.

5. Wykaz dotychczas ustanowionych arkuszy — wg tablicy.
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LY

Nr arkusza | Rok ustanowienia Tytut
Lo 2 ) 3

00 1983 Uklady scalone cyfrowe. Metody pomiaréw parametréw eiektrycznych. Postanowienia og6lne
01 1974 Metoda pomiaru pradu zasilania w stanie niskim Jcg -
02 1974 Metoda pomiaru pradu zasilania w stanie wysokim Iccy '
03 1976 Metoda pomiaru pradu wejSciowego w stanie niskim I
04 1976 Metoda pomiaru pradu wejciowego w stanie wysokim Iy
05 1976 Metoda pomiaru wyjSciowego pradu zwarcia Jos
06 1976 Metoda pomiaru zwrotnego pradu wyjsciowego Ior
07 1976 Metoda pomiaru pragdu wyjsciowego ekspandera Io(on)
08 1976 Metoda pomiaru pradu wyjsciowego ekspandera Jo(y)
09 1974 ’Mctoda pomiaru napigcia wejSciowego w stanie niskim Upn )
10 1974 Metoda pomiaru napigcia wejSciowego w stanie wysokim Uy
11 1976 Metoda pomiaru. napigcia wyjSciowego w stanie niskim U o
12 1976 Metoda pomiaru napigcia wyjsciowego w stanie wysokim Upy
13 1976 Metoda pomiaru napigcia przebicia tranzystora wyjsciowego Uolsr)
14 1976 Metoda pomiaru napigcia wyjsciowego ekspandera Uo(, )
15 1976 Metoda pomiaru napigcia na tranzystorze wyjSciowym UsH )
16 1976 Metoda pomiaru czasOw propagacji lpar i triu
17 1976 Metoda pomiaru czasu ustalenia fsx . 1 Czasu przetrzymywania thou
18 1976 Metoda pomiaru pradu wejs¢ ckspanderowych I;x
19 1976 Metoda pomiaru maksymalnej czgstotliwosci synchronizacji fima:
20 1983 Metoda pomiaru ujemnego napigcia wejsciowego na diodach zabezpieczajacych U,
21 1983 Metoda pomiaru pradu zasilania Icc
22 1983 Metoda pomiaru czasu trwania impulsu wyjSciowego




